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RONTGEN-PHOTOELEKTRONEN-
SPEKTROSKOPIE (XPS)

Mit Hilfe der XPS kann die Elementzusam-
mensetzung von Oberflachen ermittelt
werden. Das Messprinzip beruht auf dem
Nachweis von Photoelektronen, die aus der
Probenoberflache durch die Anregung mit
Rontgenstrahlen emittiert werden.

Das Verfahren erlaubt eine zuverlassige
Unterscheidung von chemischen Bindungs-
und Oxidationszustanden der vorhandenen
Elemente mit einer hohen Nachweisemp-
findlichkeit von ca. 1 % einer Atomlage.

I Winkelabhangigkeit

Durch Veranderung der Probenorientierung
kann die Informationstiefe der Messung

im Bereich von ca. 1-10 nm gezielt variiert
werden. Damit kénnen beispielsweise
Anreicherungen von Additiven o. a. im ober-
flachennahen Bereich festgestellt werden.

I Tiefenprofilierung

Mit Hilfe einer Sputterquelle wird Material
von der Probenoberflache sukzessiv abgetra-
gen. Begleitende XPS-Analysen erlauben die
Aufnahme quantitativer Elementtiefenprofile
im oberflachennahen Bereich.

I Oberflachenabbildung

Durch einen speziellen Abbildungsmodus
kénnen die Elementverteilungen von Ober-
flachenstrukturen bis in GréBenordnungen
von 3 um schnell und zuverlassig ermittelt
werden.

Die Einsatzschwerpunkte der

XPS-Analyse sind:

I Charakterisierung reaktiver Wechsel-
wirkungen an Grenzflachen

I Analyse von Anreicherungen chemischer
Verbindungen an Grenzflachen

I Detektion von Fremdsubstanzen auf
Materialoberflachen (Schadensfallanalyse)

I Aufklarung von Gas-Feststoff-
Reaktionen an Oberfldchen im Bereich
der Katalyse

I Untersuchung von Feststoff-Feststoff-
Reaktionen beim reaktiven Reibver-
schleiB

I Analyse nach Oberflachen(vor)behand-
lung, z. B. durch Plasmaverfahren

I Oberflachencharakterisierung von
biokompatiblen Materialien





